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Vom Geratetest zum |C-Test System

Kurzbeschreibung

Die Untersuchung der Storfestigkeit auf IC-Niveau hat den Vorteil, dass die Einfllisse des Geratedesigns auf die EMV,
beispielsweise die Gestaltung des Leiterplattenlayouts, die Art und Belegung der Steckverbinder oder die
Gehausekonstruktion nicht betrachtet werden missen. Auch sind bei direkten IC- Storfestigkeitstests die parasitaren
Effekte weniger ausgepragt als bei einem Geratetest. Daraus ergibt sich eine bessere Reproduzierbarkeit der
Testergebnisse. Die vorliegende Schrift soll den Zusammenhang zwischen Geratetest und Pin-granularem IC-Test
nachweisen.
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